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Objetivo General:
| . e
Al final de la UEA el alumno serd capaz de: ) L :
1. Estudiar los fundamentos de la épticaelectrdnica aplicada a la
caracterizacidn superf1c1al de materiales. ——
2. Conocer los distintos detectares de un MicroscHpio Electrdnico de Emisidn
de Campo para el estudio y caracterizacién de materiales.
3. Comprender los f fundamentos de ﬂa Espectroscopia por Dispersidn de Energia
Yy la Espectroscopia por Lcngltud de Onda para andlisiselemental. —
4. Aplicar las técnicas para materiales a niveles micro y nanométrico.
CONTENIDO SINTETICO: i
1. Fundamentos de'! la Microscopia Electrénica de Barrido con cafion de Emisidn
ae Campo. ' N
2. Microscopia electrénica de barrido a bajos voltajes de aceleracion y
presién variable para muestras no conductoras.
3. Detectores de imagen: Secundarios, Retrodispersados, Secundarios de
Presidn Variable e In Lens. |
4. Microscopia Electrdnica de Transmisién pox Barrido (STEM) para la
caracterlzac1mn de nanmmaterlales.
5. Espectroscopia por Dispersidn de Energia (EDS}.
uf' Espectroscopia pmr Longitud de Onda {(WDX). p
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

o _ B N —_ o - ? — _— ’ —
Exposicidn a——carga del prafesarl Revisidn: de articulos ‘de 1nvestlgac10n,
disefic de al menos un experlmentﬁﬁy ‘reporte de resultados. _ | - =

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluacién Global: *

- - - =

Evaluaciones perladlcas (S0%) . Tareas (20%). Reporte escritco de las practicas
realizadas (20%) . v Exposicidén del| alumnado de temas de interés al curso y

presentacidn de repnrtes de 1las cmnferenc1as a51st1das (10%}) .
|
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1~ Brandon, D., Kaplan, W.D. (2008}, Microstructural Characterization of

MaterialsT Ed. John Wiley & Soné U.K. _ - |
2. Goldstein, J. Newbury, D.E. me, D.C., Lyman, C.E., Echlin, P., Lifshin,

E., Sawyer, L., Michael, J R (2003), Scanning Electron Microscopy and
¥-Ray Microanalysis. Ed. Sprlnger Science, 3a. 'Ed. U.S.A.

3. Scott, V.D., Love, G. {(1983), Quantitative Electron-probe Microanalysis.
Ed. Ellis Horwood Series Physics. U.K.

4. Yacaman, M.J., Reyes, J. (1995), Microscopia electrOnica: Una visidn del

microcosmos. FCE, CONACyT. México.
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